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METODOLOGIAS DOCENTES

Clases magistrales y ejercicios en el aula. Clases practicas en laboratorio.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Adquirir conocimientos basicos sobre los métodos, instrumentos y aplicaciones mas comunes en la caracterizacion de materiales en
chips de micro/nanoelectrénica.

Aprender a evaluar los diferentes pasos de la investigacion, desarrollo y produccion de tecnologia de fabricacion de materiales y
dispositivos, basandose en cada una de las técnicas y la informacion proporcionada respectivamente.

Ser capaz de seleccionar y aplicar la estrategia de caracterizacion mas adecuada para casos de uso relevantes en
micro/nanoelectronica.

Adquirir conocimientos y practica directa de las herramientas basicas de inspeccion y caracterizacion en sala limpia, incluyendo
Opticas, mecanicas y eléctricas.

Adquirir conocimientos y practica directa con herramientas de microscopia y analisis de superficies, siendo capaz de extraer
informacién relevante.

HORAS TOTALES DE DEDICACION DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje
Horas grupo grande 24,0 24.00
Horas aprendizaje auténomo 70,0 70.00
Horas grupo pequefio 6,0 6.00

Dedicacion total: 100 h
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CONTENIDOS

Caracterizacion Avanzada de Materiales, Dispositivos y Procesamiento

Descripcion:

Este curso es una introduccidon general a los métodos de caracterizacion de materiales, instrumentos y aplicaciones utilizados en
la microelectréonica de semiconductores convencional, asi como en las nanotecnologias emergentes. Describe las técnicas mas
comunes aplicadas a materiales masivos, peliculas delgadas y nanomateriales, y cubre los aspectos estructurales, compositivos,
morfoldgicos y funcionales mas relevantes para esta industria.

Objetivos especificos:

Adquirir conocimientos basicos sobre los métodos, instrumentos y aplicaciones mas comunes en la caracterizacion de materiales
en chips de micro/nanoelectrénica.

Aprender a evaluar los diferentes pasos de la investigacion, desarrollo y produccién de tecnologia de fabricaciéon de materiales y
dispositivos, basandose en cada una de las técnicas y la informacidn proporcionada respectivamente.

Ser capaz de seleccionar y aplicar la estrategia de caracterizacion mas adecuada para casos de uso relevantes en
micro/nanoelectronica.

Adquirir conocimientos y practica directa de las herramientas basicas de inspeccion y caracterizacidon en sala limpia, incluyendo
Opticas, mecanicas y eléctricas.

Adquirir conocimientos y practica directa con herramientas de microscopia y andlisis de superficies, siendo capaz de extraer
informacion relevante.

Actividades vinculadas:
Practicas con instrumentacion en el laboratorio.

Dedicacion: 32h
Grupo grande/Teoria: 32h

SISTEMA DE CALIFICACION

Examen y trabajo practico (50% y 50%)
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